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Verf ahren und System zum Analysieren einar Vielzahl von Flussigkeitsprpben 

Bin System zum Analysieren von FlOssigkeitsprot^en 
bezugfich wenigstens etner ihrer Komponenten umfaBt eine 
Vielzahl von Probenbehaltern zur Aufnahme der Fliissigkeits- 
proben. ein Probenentnahmeglied zum Obertragen von Pro- 
ben aus den Beh^ltern zu einer Anaiysiereinrichtung. wie Z.B. 
ein Analysiergerat fur Russigkeiten, und eine Einrichtung zum 
aufeinanderfolgenden Bewegen des Probenentnahmegiiedes 
von einem Probenbehalter zu einem anderen. Jeder Proben- 
behalter weist einen EntnahmedurchlaG auf. welcher eine 
unterhalb des Russigkeitspegels der enthaltenen Probe ange- 
ordnete EinlaB5ffnung und eine oberhalb des Russigkeitspe- 
gels angeordnete und von einer Beruhrungsflache umschfos- 
sene Auslafioffnung aufwetst. wobei die Beruhrungsflache 
trichlerformig sein kann. Das freie Ende Oder die Spitze des 
Probenentnahmegiiedes weist eine entsprechende Beruh- 
rungsflache auf, wetehe in abdichtenden Eingriff mit der 
Beruhrungsfldche eines jHden Probenbehftltors gebracht war- 
den kann. wodurch Jedem ProbenbohAlter eine Prol>e durch 

das Probenentnahmeglied hindurch entnommen warden 

kann, ohne daB eine Beruhrung zwischen der Probe und den 
SuBeren Oberflachenbereichen des Probenentnahmegiiedes 
auftritt (3244881) 
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"Verfahren und .System zum Analysieren 
einer Vielzahl von Fl Linsigkeitsproben " 
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Paten tansp rue he 



^^./7P Verfahren zum Analysieren einer Vielzahl von Flussig- 
keitsproben, welche auf einanderf olgend durch eine in 
einem Probenentnahmcglied enthaltone Offnung zu einer 
Stelle zum Analysieren einer jcdon Probe hindurchgehen , 
wobei jede der Flussigkeitsproben in eincm entsprechenden 

30 Probenbehajter enthalten ist, dadurch g e k e n n - 

z e i c hn e t , daJ2» ein ProbenbehSlter verwandt wird, 
der einen EntnahmedurchlaB mit einer unterhalb des Flussig 
keitspegels der Probe angeordneten EinlaBof f nung und 
einer oberhalb des Flussigkeitspegels angeordneten und 

35 von einer ersten Beruhrun^^uriachc umschlor.soncn AuslaB- 
offnung aufweist, dafi 
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aurt:in;iri<UirluU';t:iKl oin^- y.wcLtc: HnrQh run^-a (M ache , wclcho 
an einem freien Ende des Probenentnahmegliedes angeordnet 
ist und das anschlieliende Ende der in ihm vorgesehenen 
Offnung umgibt, in abdichtenden Eingriff mit der ersten 
Beruhrungsf lache der Probenbehalter gebracht wird und 
dafi. wenigsbens ein Tail der Probe einem jeden Behalter 
entnommen und durch den Enfcnahmedurchlaft des Behalters 
und die Orfnung des Probenentnahmegliedes hindurch zu 
der Analysierstelle gebracht wird. 



2. System zum Durchfuhren des Verfahrens nach Anspruch 
1, mit einer Flussigkeitanalysiereinrichtung, einer Viel- 
zahl von Probenbehaltern zur Aufnahme der Flussigkeits- 
proben, oinem Probenen tnahmeglied , welches eine Offnung 
'Aim (jbc:r I'Cihron von Prohcri v<m» den Probonbehaltcrn zu der 
Analysiereinrichtung aufweist, und einer Einrichtung zum 
Bewegen des Probenentnahmegliedes und der Probenbehalter 
in bezug aufeinander, dadurch gekennzeichnet, 
dnB jedor Probonbc-hri 1 to r (12) ejnen EntnahmedurchlaB 
(3^1) mit oiner unterhalb des Flussigkeitspegels der Probe 
in dera Behalter posit ionierten Einlafiof f nung und einer 
oberhalb des Flussigkei tspegels positionierten und von 
einer ersten Beruhrungsf lache (3,25) umgebenen Auslafi- 
offnung aufweist und dali das Probenentnahmeglied (30) 
eine-zweite Beruhrungsf lache (32) aufweist, welche das 
offene Ende der Gffnung (33) umgibt, wobei die Bewegungs- 
mittel (52,55) geeignet sind, das Probenentnahmeglied 
so zu bewegen, dafd auf einanderf olgend seine zweite Be- 
ruhrungsf lache in abdichtenden Eingriff mit der ersten 
Beruhrungsf lachen der Probenbehalter steht- 
wahrond Probenf liissigkei t von dem entsprechenden Behalter 
in die orrnun//; des Probenentnahmegliedes uberfOhrt wird. 

35 
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3 . System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
n e t , dafi> das Probenentnahmeglled eine Spitze auf weist , 
an der die zweite Beruhrungsf lache ausgebildet ist, wobei 
die Spitze mit einem Querschnittsbereich ausgebildet ist, 
welcher in Richtung zu ihrer Beruhrungsf IMche .abniramt . 

4. System nach Anspruch 3, dadurclt g e k c n n z e L c h - 
net, daB die Spitze des Probenentnahmegliedes eine 
kegelstumpf formige Form auf weist. 

5. System nach Anspruch ^1 , dadurch gekennzeich- 
n e.t , dafi der Of f nungswinkel des Kegels ungefahr 60° be- 
tragt. 

6. System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich 
net, daft die erste Beruhrungsf lache eines jeden Proben- 
behalters verglichen mit den anschlieBenden oberen , Ober- 
f lachenbereichen des Probenbehalters zuruckgenommen ist\ 

7. System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich 
net, daE jede der ersten Beruhrungsf lachen Teil einer 
trichterformigen Flache bildet, vorzugsweise einer kegel- 
stumpf formigen Fiache, welche in einer oberen Flache des 
Behalters festgelegt ist. 

8. System nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich 
net, daB der Qff nungswinkel des Kegels ungefahr 80° 
betragt . 

9. System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich 
net, dafi die zweite Beruhrungsf lache an dem Proben- 
entnahroo/j;! led cine r.i riK form i /'ir- Kantr fcsMcgt. 

10. System nach irgendeinem der Anspriiche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeich net , daft durch die 
IJcweguriiSsmj tl.f: I die cr.stc* uikI d io v.woil.tj i».oruhruru-rnr 1 ;icho 
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1 arifi irifindor driickbar .nind, vor'/uftsweise durch eine Kraft 
in dttr arof/uiriordnunK von 3 N. 

11. r.y;;L(Mn nnoh An::priu:h 1, dadurch p:ckennzeic h-_^ 
5 net, dal3 jeder Probcnbehalter einen Behaiterteil und 

ein getrenntes uberdeckungsteil (1) iamfaBt, 

12. Probenbehalter zur Verwendung in einem System nach 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , daB 

10 der Behalter eine Bodenwand aufweist und einen Entnahme- 
durchlal2i Testlefit, welcher eine EinlaBof f nung nahe der 
inneren Oberflache der Bodenwand und eine AuslaBof f nung 
am oberen Teil des Behalters aufweist, wobei eine ring- 
formige Beruhrungsf lache die AuslaBof f nung des Entnahme- 

15 durchlas55cs uragibt und nahe der Auslafiof f nung festgelegt 
ist . 

13- Probenbehalter nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet , dafi der Probenbehalter ein Korperteil 
20 und ein uberdeckungsteil aufweist, welches entfernbar 
an dem Korperteil des Behalters befestigbar ist. 

14. Probenbehalter nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet , dafi der Probenbehalter einen Korperteil 

25 und cin einstackig mit diesem ausgebildetes Uberdeckungs- 
teil aufweist* 

15. Probcrnbehri.l tor nach Anspruch 13, dadurch g e k e n n - 
7. o \ c h n o t , claL'i (la.M ubcrrdeokuni.^s toi 1 cine sich von 

30 dessen innerer Oberflache nach unten erstreckende Ein- 

tauchrohre aufweist, wobei die Offnung der Eintauchrohre 
den En tnahmedurchlafi festlegt. 

16. Probenbehalter nach Anspruch 15, dadurch g e k e n n - 
3^ ze i ch n et , dafi das Uberdeckungstei l ein en Fuhrungs- 
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1 oberflachenteil festlegt, welcher urn die AuslafiSf f nung 

des Entnahmedurchlasses zum Zusaramenwirken mit einem ent- 
sprechendfen Oberflachenteil. an dcm I'robenenV.nahrnc(5liad 
des Analysiersystems angeordnet ist. 

5 

17. Probenbehalter nach Anspruch 16, dadurch g e k e n n- 
zeichnet , daft die Fuhrungsf lache trichterf Srinig ist 

♦ 

18. Probenbehalter nach Anspruch 17, dadurch g e k e n n - 
10 zeichnet, daB die Fuhrungsf lache kegelstumpf- 

fermig ist. 
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"Verfahren und System zum Analysieren 
einer Vielzahl von Fliissigkeitsproben " 



Beschreibung 



1Q Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein System zum 
Analysieren olner Vielzfihl von Flussigkeitsproben , von 
denen eine jede in einern besonderen einer entsprechenden 
Anzahl von Probenbehaltern Oder Probenbechern enthalten 
ist, von welchen die Proben nacheinander mittels eines 

15 Probenentnahinegliedes entnonirnen und einer Analysier ein- 

richtung, wie z.B. einem Analysiergerat , zugefuhrt werden , 
urn eine oder mehrere Komponenten einer jeden Probe zu 
bestimmen . 

20 Solche Systeme zum Analysieren von FlGssigkeitsproben , 
bei denen die Proben durch Probenmittel aus einer Viel- 
zahl von Probenbechern herausgesogen werden, sind seit 
Jahren bekannt. 



25 Bei den bckannten SysLemon wird cine Saugsonde in die 
Probe eingetaucht, welche in einem der Probenbecher 
enthalten ist, und wenn eine erwunschte Probenmenge in 
die Saugsonde eingesaugt worden ist, wird die Sonde ent- 
fernt und in eine Probe eingetaucht, welche in dem nachsten 

30 Probenbecher enthalten ist-usw. 



Die Pa tent] i tera tur , welche sich auf solche Systeme be- 
zicht ist vcrstandlich und ein groiier Teil der bisherigen 
Patente bchandelt die Schwierigkei t , die Saugsonden zwi- 
35 — sehen—au-f-e-l na ncif^ pf-elcenden— Rr^oben^^^^ 
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1 zu spulen. Es ist ofrensichtlioh , clafi an dcr auI5eren 

Sondenflache anhaftendo Reste einer Probe zu einer bedenk- 
lichen VeruAreinigung der folgenden Probe fuhren konnen, es 
sei denn, solche Reste sind vor dem Eintauchen in die fol- 

5 gende Probe entfernt worden oder sie werden auf andere 
Weise kompensiert • 

Zu den Patenten, die sich mit diesen Schwierigkeiteri 
auseinandersetzen, gehoren die US-PSen 3,950,020, 4,000,973, 
10 U,000,97M, und 4,121,466, sowie die DE-ASen 25 38 U51 und 
30 33 680. . 

Andere Patente, die nl.ch auf dio Probenbecher und dcrcTi 
Ausgestaltung bexiehen, sind die US-PS 3,^^5,932 und die 
15 GB-PS 1,218, 750. Jedoch betreffen diese Patente als Reak- 
tionsbecher zu verwendende Probenbecher und enthalten 
keine Hinweise daruber, wie die Probe durch eine Sonden- 
einrichtung zu einem AnalysiergerSt entnommen werden kann , 

20 Die vorhergehend genannten Patente, welche sich mit dem 

Problem beschaf tigen , eine Verunreinigung zwischen Proben 
zu vermeiden, geben hierfur die folgenden Losungen. zu 
diesem Problem an : 

25 Eintauchen der Sonde in einon Behrilter mit einer Wasch- 
flUssigkeit (DK-PS 2b hli Hb/i). 

Beschichtung der AuBenflache der Sonde mit einer dunnen 
Schicht einer Flussigkeit, welche mit den einzusaugenden 
30 Flussigkeiten nicht vermischbar ist (US-PS 4,121,466). 

Vorsehen eines Mantels, welcher die Sondenspitze umgibt und 
mit Leitungen zura ZufUhren von Waschf lussxgkeit verbunden 
ist. Dadurch, daB die Waschflussigkeit durch die Saugsonde 
35 abgezogen wird, werden sowohl deren Innen- als auch AuBen- 




fiachc scspult (US-PS 3,960,020 und DR-AS 30 33 680). 

Im Zusammenhang mit Sonden zuro Einsaugen einer Probe und 
anschllefiendem Aussto/ien der Probe in ein Reagenz ist 
vorgc«chlagen wordon , die Sonde in das Reagenz wahrend 
einer Zeitdauer einzutauchon , welche fur das Reagenz aus- 
reichqnd ist, um jegliche Reste einer am Auiieren der 
Sonde anhartcndcn Pr^obc auTzunchmen . AnschlieBend wird 
die zu analysierende Probe aus der Sonde in das Reagenz 
ausgestoi2>en und die sich ergebende Reaktion zwischen der 
Probe und dem Reagenz wird gemessen (US-PS ^,000,973 
und US-PS 4,000,974). 

Schliefilich betrifft die Forschungsraitteilung 19 8l7 eine 
Kappe fur einen Probenbecher , welche das Verdunsten von 
Fluid aus dem F^echcr begrenzt und auch das Ansaugen von 
Fluid au.s dcrn Bcchcr orrnoglicht. Die Kappe ist mit drei 
fk!hl it./.<^n in oinc?r aUrrcn Wand ciun/:';(:b i J dot . D.i c drei Schlitze 
schnojdtu) 5jich an c ! i n und domselbcn Punkt. Wenn die Sonden- 
spitze die Wand an der Stelle des Schnittpunktes berUhrt, 
trennen sich die Wandbereiche in sechs Segmente, so dafi die 
Sonde in Beruhrung mit der Probe in dera Probenbecher be- 
wegt werden kann. Wahrend des Herausziehens der Sonde aus 
dem Probenbecher dienen die Segmente dazu, Probenfluid 
vom Aulieren der Probenspitze abzuwischen* 

Eine Zielsetzung der F.rfindung besteht darin, ein ver- 
bor.r;cr'!,or. Vcrfnhron nrid Syntcm von der vorhergehend be- 
schrLcbcnen Art zur Anlync von Flussigkeitsproben zu 
schaffen, wobei die bisher auftretende Ungenauigkeit , 
namlich ob eine wirkungsvolle Reinigung der Sondenspitze 
erhaiten worden ist, ausgeschlossen ist. Inf olgedessen 
werden die bisher verwandten Verfahren im Zusammenhang 
mit dem Reinigen der Sondenspitze zum Entfernen von 
aiifie r eh— Pr oi>ien r e s fee h— vo n— j en e r -vol-l-kommen— au sge s ch Xo ss.en 
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Die Erfindung bctrim. cin V<!rfahriMi y.um Ann 1 yrilercri 
einer Vielzahl von Fiassigkeitsproben , woDche aufeinandor- 
folgend durch eine in einem Probenentnahmeslied begrenzte 
Bohrung zu einer Stella zum Analysieren einer jeden Probe 
hindurchgehen, wobei jede der Flussigkeitsproben in einem 
einzelnen Probenbehalter enthalten ist, welcher einen • 
Entnabmedurchlass mit einer unterhalb des Flussigkeits- 
pegels der enthaltenen Probe angeordneten EinlaB5f f nung 
und einer oberhalg derselben angeordneten und von einer 
ersten Beruhrungsflache umgebenen Auslaftof f nung aufweist, 
wobei. da:J Verfahreri umffiRt, daP. aurc i nandor To! K.end nino 
zweite an dew frcien Kride dcsii l»rc)bc:neiiV,riahmcu;l iecle.M au.-s- 
gebildete ist und das benachbarte Ende der darin vorge- 
sehenen Offnung urogebende Bcruhrungsf lachen in dichtendem 
Eingriff mit den ersten Beruhrungsf lachen der Probenbe- 
halter gebracht wird, und dafi wenigstens ein Teil der 
Probe in jedem BehSlter entnommen und durch den Ent- 
nabmedurchlass des Behalters und die Offnung. des Proben- 
entnahtnegliedes zu der Analysierstelle hindurchgef uhrt 
wird. Somit kann jede der Proben von ihretn jeweiligen 
Probenbehalter zu der Analysierstelle, wie z.B. zu einem 
AnalysiergerSt , u'bergefUhrt werden , ohne in Beruhrung 
mit der Auftenflache des Probenentnahmegliedes zu kommen. 

Die Erfindung schafft ein System zum DurchfOhren des 
vorhergehend boschricbencn Vc-rfahrens, wobei dieses 
System umf afit : 

eine Analysiereinrichtung fur eine Flussigkeit, 
eine Vielzahl von Probenbehaltern zur Aufnahme von FlUssig- 
keitsproben, wobei jeder einen Entnahmedurchlali mit einer 
unterhalb des Flussigkeitspegels der enthaltenden Probe 
angeordneten EinlaBSf fnung und einer oberhalb des Flussig- 
keitspegels und von einer ersten Beruhrungsflache einge- 
schloasenen Au:;3 alXorfnuni/; auf'woist, 
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ein Probcnentnahmegliecl , in dem eine dffnung festgelegt 
ist, utn Prober) von den Probenbehaltern zu der Analysier- 
einrichtung zu uberfuhren, und welches eine zweite Be- 
rUhrungsflache aufweist, die ein offenes Ende der Offnung 
umgibt , und 

Mittel, urn das Probenentnahmeglied in bezug zu den Proben- 
behaltern so zu bewegen, dafi die zweite Beriihrungsf lache 
des Probenentnahmegliedes nacheinander mit den ersten Be- 
riihrungsf lachen der Probenbehalter in dichtenden Eingriff 
bringbar ist, wahrend Probenflussigkeit von dem Behalter 
in die DfTnung dcs Probenentnahmegliedes UberfUhrt wird. 

Die den einzelnen Probenbehaltern entnomraenen Proben 
konnen dann auf einander f olgend zu einem Analysiergerat 
Oder cjnor andorcn Ana l.ys j ereinrich tung gebracht werden . 

Bei einer bevorzugten Ausf uhrungsform des Systems nach 

der Erfindung ist die erste Beriihrungsf lache eines jeden 

Probenbehalters verglichen zu anschliefienden , oberen Ober— 

f lachenteilen des Probenbehalters zurtickgezogen . Hier- 

durch wird die Gefahr einer seitlichen Verschiebung des Proben 

entnahmegliedes relatlv zu dem Probenbehalter verringert. 

Ferner v/ird bevorzugt , dali jede der ersten Beruhrungs- 
flachen einen Teil einer trichterf ormigen Oberf lache, 
vorzugswoine einer kep;elstumpff ormigen Oberf lache bildet, 
welche in einer oberen Oberflache des Behalters festge- 
legt ist. Ferner umfalit bei einer bevorzugten Ausf uhrungsform 
das Probenentnahn^glied eine Spitze, an der die zweite Be- 
ruhrungsf lache ausgebildet ist, wobei die Spitze einen 
Querschnittsbereich aufweist, der in Richtung zu ihrer 
Beruhrungsf lache abnimmt. Dadurch,. dafi das Probenglied 
rait einer solchen abgeschragten Spitze ausgebildet wird 
und dafi die Probenbehalter mit trichterf ormigen Beriihrungs- 
fUich.on ..vcrnohon slnd, ward der beabsichtigte Eingriff 
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^ zwischen dem Probenentnahmeglied und den Beriihrungsf ISchen der 
ProbenbehSlter ohne weiteres erhalten und es ist nicht 
erforderlich, daB die Ahnlichkeit bezuGlich der Ab- 
messungen zwischen den Probenbehaltern so eionau ist, wie 

5 in dem Fall mit anderen Auscestaltungcn der Beruhrungs- 

f lachen . 

Ein Offnungswinkel fur die trichterf orinigen, ersten Be- 
ruhrungsf lachen von ungefahr 80° und ein 5f fnungswinkel 
"•0 fUr die Spitze des Probenentnahmegliedes von ungefahr 60° haben 

sich als im Zusammenhang mit dem System nach der Erfindung 
geeignet erwiesen. 

Offensichtlich soil der Of fnungswinkel der Spitze des Proben- 
is entnahmegliedes vorzugsweise nicht den Gf f nungswinkel der 
trichterformigen Berlihrungsf lache der Probenbehalter 
tiberschreiten, damit ein glal.tcr Durchgang in dem Be- 
riihrungsbereich sichergestel it ist. 

• 20 um eine zuverlSssige Abdichtungsberuhrung zwischen. den 
ersten und den zweiten BerUhrungsf lachen , d.h. zwischen 
der Beruhrungsflachc der Probenbehalter und der Beruhrungs- 
flache der Probengliedspibze. zu erzielcn, wird bevorzugb, 
die zwei Flachen gegeneinander zu drucken. Im Falle einer 
2^ vorgegebenen Druckkraft hangt der dadurch erzielte spezi- 
fische BerUhrungsdruck von dom Beruhrungsbereich ab und 
es wird bevorzugt, daB die zweite BerUhrungsf lache an 
dem Probenglied eine relativ scharfe, ringformige Kante 
bzw. Rand festlegt. Kine Druckkraft in der GroBenordnuns 
von 3 N hat sich als geeignet herausgestellt . 



30 



Die Erfindung betrifft auch einen Probenbehalter zur 
Verwendung mit einem Analysiersystem , wie es vorhergehend 
beschrieben worden ist, wobei der Behalter. eine Bodenwand 
umfafit und cinen Entnahmedurnhl aB festlegt. der eine nahe 
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^ dor Innor'cn Oberriacho der Bodenwand angeordnete Einlali- 
(ifTrnuir. nnd oino irn obcron Tell des Rchalters ange- 
ordiioLe Au:; J.al?»oirnung aufwci.'it, wdbei eine ringformige 
Beruhrungsflache die Auslai2>of f nung. des Durchlasses umgibt 
^ und anschliefiend an die AU3lafi6f f nung festgelegt ist. 

Die nahe der Auslafiof f nung definierte Beruhrungsringf lache 
kann dann rait einer entsprechendey' Beruhrungsf lache zu- 
sammenwirken, welche an dem freien Ende des Probenentnahmegliedes 
des Analysiersystems ausgebildei ist, wxe es vorhergehend 
beschrieben wurde. Der Probenbehalter ist vorzugsweise 
von dor Art/, woU!hor oiiion Hehalterkorpcr teil und einen 
Ubordf^C!Uunn;;Lr:i I umfaCM., wolohor als gctrerinter Teil aus- 
gebildet sein kann, dor entfornbar an dem Behalterkorper- 
teil befestigt oder einstuckig mit dem Behalterkorperteil 
au55£^obildet Int. Pernor kann der Entnahmedurchlali in der 
Umfangswand des Behalterkorperteils ausgebildet sein; oder 
der Durchlaii kann durch die C3ffnung eines Rohres gebildet 
"sein, welches sich von der Bodenwand des Behalters nach 
oben und nach auiierhalb durch eine Offnung in dem uber- 
deckungsteil erstreckt. Ein solches Rohr kann entfernbar 
von einem Sockel aufgenommen werden, welcher an der Innen- 
seite dor Bodenwand des Behalters ausgebildet ist oder es 
knnn a \ urAA'io.k \ mit. dor Bodenwand ausgebildet sein. 
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Dor Kr-f » ndiJnr..*W':<*r.«'n:il.;mfl knnn i in Zuaainmonhang mlt alien 
Arten von automat isierter Analyse verwandt werden, bei der 
Flussigkeitsproben analysiert werden, die von Probenbe- 
haltern entweder zu Leitungen eines Analysiergerates oder 
zu einem arideren Probenbehal tern zur Analyse in diesen 
uberfuhrt wird . Elektrochemische Analysesysteme und 
optische Analysesysteme sind Beispiele von Systemen, in 
denen ein hohes Mafi an Automatisierung angestrebt wird . 
und bei denen die Probenuberf uhrung die Analysenergebnisse 
bedeutend storen kann. 



BAD ORIGINAL 



BNSDOCID: <DE ^3244eeiA1J_> 



*: 3244881 

1 Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausfiihrungs- 
beispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen nMher 
eriautert. Es zeigt : 

5 Fig. 1 sine Schnittdarstellung eines (iberdeckungs- 

teils eines Probenbechers , 

Pig. 2 eine Onteransicht des Oberdeckungsteils , 

wenn man es in durch die Pfeile II-II 
10 in Fig. 1 angezcigter Richtung ansiehb, 

Fig. 3 eine Teilschnittansicht langs der Linie 

III-III in Fig. 2, 

15 Fig. U bis 8 andere der der Fig. 2 entsprechenden 

Schnittansichten anderer AusfOhrungsformen 

Fig. 9 eine Schnittdarstellung eines Probenbechers 

20 nach der Erfindung, 

Fig. 10 eine Schnittdarstellung eines Probenbechers 

mit integriertem uberdeckunssteil , 

25 Fig. 11 . eine Schnittdarstellung eines Probenbechers, 

welcher mit einem iiberdeckungsteil und ei- 
ner mit diesem zusammenwirkenden Probehrohre 
Oder Sonde versehen ist. 

Fig 12 eine Draufsicht auf eine lialteplatte zur 

Verwendung in einem System nach der Erfindung, 

Fig. 13 eine schematische Aufsicht auf ein System 

nach der Erfindung, und 

35 
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Fig. 1^1 einc schematische Auf rifidarstellung 

ein.es Teils des Systems nach Fig* 13- 

Fig. 1 zeigt eineri senkrechten Schnitt durch ein allge- 
mein mit 1 bezeichnetes Uberdeckungsteil nach der Er- 
findung und zur Verwendung mit einem in Fig. 9 gezeigten 
Probenbccher . Das uberdeckungsteil weist eine obere 
Flache 2 mit einem Beriihrungsbereich 3 auf . 

Ein Tauchrohr k erstreckt sich von dera Beriihrungs- 

bereich 3 in den Behalterteil (dargestellt in Fig. 9) des 
zusaramengesebzten Probenbechers . Ein wandformiger Rand 5 ist langs 
der oberen Oberflachenkante vorgesehen . Der Rand dient. 
dazu, den uberdeckungsteil 1 an dem Behalterteil des 
Probenbechers (dieser ist nicht dargestellt) zu befestigen. 
Der Rand 5 ist mit Rippen 6 ausgebildet, urn die Beriihrung 
mit dor Wand dc^r. liohal tcr tea In z*u schaffen. Ferner sind 
Vorspriinge 7 an der unteren Oberflache 8 des Uberdeckungs- 
teil h 1 vorf^eschon , urn die Beriihrung rait der oberen 
Kante der Seitcnwand des Behal terteils hervorzuruf en . 

Fig. 2 zeigt eine Unteransicht des Uberdeckungsteils , 
welches in Fig. 1 dargestellt ist, wobei eine Eintauch- 
rohre 4, die Rippen 6 und die Vorspriinge 7 sowie die 
Unterflache 8 gezeigt sind. 

Fig. 3 ist ein senkrechter Schnitt durch den uber- 
deckungsteil 1 langs der Linie III - III in Fig. 2 und 
zeigt dje Rippen 6 und die Vorspriinge 7. 

D.1c KJf*;. 4 bin 8 zol£';cn alle Schnittdarstellungen anderer 
Aus/Mihrung:» formcn dc:; Uberdeckungsteils 1 nach Fig- 1. 
In den Fig. 1 und ^ bis 8 bezeichnen die gleichen Bezugs- 
zeichen die gleichen Telle. Die in diesen Figuren darge- 
s-teil-ten— un-te-r-sch-i-ed4-i-chen— Ausf^ti^^^^ 
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1 sich lediglich in bezug auf die Ausgestaltung des Beruhrungs- 
bereiches 3- 

Die in den Fig. 1 und 5 bis 7 gezeigten Ausf uhrungsf ormen, 
5 weisen alle Beruhrungsbcrci.cho 3 auf. wolche vorglichen 
mit der oberen Oberflacho 2 eingezogen sind, wahrend dac 
Ausfuhrungsforn. gemafi Fig. 2 einen ebenen Beruhrungsbereich 
3 aufweist, welcher in der gleichen Ebene wie die obere 
Oberflache 2 liegt und somit ni.cht von der oberen Ober. 
10 flache 2 unterschieden werden kann. Die eingezogenen Be- 
rtthrungsbereiche 3 sind die bevorzugten, da diese Be- 
riihrungsbereSche die Cefahr o inar scii.j.j.<-i 
der Sondonnp i l.y.o au.-.-".ch I i olV-n . vor.-.n::f:o::cl./.t. . d.tl?, c in.- 
geeignet gerormtc .'.3ondc:ni:j> i vurwMndl. wird. 

15 

Die trichterformigen Beruhrungsbereiche gemafi den Fig. 1, 
5 und 6 sind besonders geeignet. da mit solchen Beruhrungs- 
bereichen eine stabile bzw. bestandige Beruhrung mit exner 
geeignet geformten Probenspitze ( "schlanker als der Trichter) 
20 auf alien Hohen des BerUhrungsbereiches erhalten werden 
kann . 

Der BerahrunK:5lKtrc:M-h i, dtr in Ki/'.. Y /'.<•/..• i r.l •'■••t . 11 tc- 
vorzugswe i «c- /.um Kinr.rirr mU. oinem IVobrn rohr odcr p..km- 
25 sondenspitzc IS vorwnndt wordo.n. die oincn BeruhrunRsrand 
mit einer Dickc auCwci.-.V. . wdcMor dor Wolto d.:-. c.bcncn 
Teils 14 des Beruhrungsbereiches 3 entspricht. Der in 
Fig 8 gezeigte BerUhrungsbereich sbeht von der oberen 
Oberflache 2 hervor und ist zum Eingriff mit einer Sonden- 
spitze 15 in der Art geeignet. daft die Sondenspitze den 
hervorstehenden BerUhrungsbereich umgibt, wie es m Fig. 
dargestellt ist. 

Fig 9 zeigt einen senkrechten Schnitt durch einen 
Probenbechcr nach dor Rrrindu-nr. mit cincm ubordcokunr..'.t-.cn , 
wie es in Fig. 1 d.-.rr.er.tc.11l. ist. Dor ITobonbochcr umfaftt 
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ferrior cincn allKemein mit 12 bezeichneten Behalterteil . 
Der Bohaiterteii lat zylindrisch symmetrisch und weist 
eine Seitenwand 10 mit einem oberen Rand 9 auf , welcher 
die Vorfjpriingc 7 an dem Obcrdeckungsteil 1 beruhrt. Die 
Seitenwand 10 ist ab^'iestuft, wie es bei 22 angegeben ist, 
wobei der Rand 13 geeignet ist, den Probenbecher in einer 
Halteplatte zuruckzuhalten , wie es in Fig. 11 dargestellt 
ist . 

Fig. 10 zeigt einen senkrechten Schnitt durch einen 
allgemein mit 20 bezeichneten Probenbecher, welcher einen 
integrierten Qberdeckungsteil und Behalterteil auf weist. 
Der Probenbecher besitzt Seitenwande 21 mit einem Rand 
22. und einer oberen Wand 23, welche eine obere Oberflache 
2^1 mit cinern trich terformigen Beruhrungsbereich 25 zeigt. 
Eine Eintauchrohre 26 erstreckt sich in dem Probenbecher 
von dem Beruhrungsbereich nach innen. Bin Auslaiiventil 
(dieses ist nicht dargestellt) ist in der oberen Wand 
23 vorgesehen. Der Probenbecher kann uber die Eintauch- 
rohre 26 gefiillt werden. 

Fig. 11 zeigt einen senkrechten Schnitt durch den Proben- 
becher der Fig. 9, welcher von einer Halteplatte 38 ge- 
halten wird , sowie eine Sondeneinrichtung oder ein all-' 
gcmoin mit 30 bey.c ichne tes Probenrohr in einer Stellung 
zura Kntnchmen der Prol)e (in Einsaugstellung) . Die Sonden- 
einrLchtun/5 30 weist oxnen spitzen Bereich 31 mit einem 
Beruhrungsrand 32 auf. Eine Offnung 33 in der Einsaug- 
sonde ist zix der Offnung 3^ ausgerichtet und die zwei 
Qffnungen haben im wesentlichen den gleichen Durchmesser. 
Der Beruhrungsrand 32 weist eine gebogene Kante mit einem 
Krummungsradius von ungefahr 0,2 mm auf. Der KrUmmungs- 
radius wird vorzugsweise so klein wie moglich gewahlt, 
urn die Ausbildung von Taschen in der Flussigkeitsuber- 
tragungsleitung zu vermeideny welche die Ein tau e hrohre 
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und die Einsaugsonde umfalit. Jedoch wird ein gewisses 
MaB an Krummung bevorzugt, um ein Eindringen der BerUhrungs- 
kante in den uberdeckungs teii zu vermeiden. 

■ 

Die Sondeneinrichtung 30 wind gegen den Beruhrungsbereich 
36 des tiberdeckungsteils 37 durch in der Zeichnung nicht 
dargestellte Mittel gedruckt, Um den Beruhrungsdruck bei 
einer vorgegebenen , auf die Sondeneinrichtung ausgeiibten 
Kraft moglichst groB zu machen, wird der Beruhrungsrand 
so schraal wie raoglich ausr,ebildet • Bei einer bevorzugten 
Ausfiihrungsform der Erfindung bet rag t diese KraTt in der 
Grolienordnung von 3 N. sjolltc auch orwahnt vrerden , dal?i 
bei der bevorzugten Ausf uhrungsrorm der Erfindung die 
Sondeneinrichtung 30 aus rostfreiem Stahl und das Ober- 
deckungsteil 37 aus Polyathylen hergestellt ist- Jedoch 
liegt die Auswahl eines geeigneten Materials im normalen 
Konnen eines Fachraannes . 

Fig. 12 zeigt eine Aufsicht auf eine Halteplatte 38 der 
Fig. 11. Die Halteplatte 38 ist mit kreisf ormigen Lochern 
ausgebildet, in v/elche Probenbecher i - 1^^ und ein Ab- 
fallbecher befestigt werden konnen. Die Halteplatte 38 
ist eine rait drei nicht dargestellten Beinen und mit 
25 einer Auskerbung ausgebildete Metallplatte . Die Halte- 
platte 38 soil leicht in ein Drehteil , welches in den 
Fig. 13 und 14 gezeigt ist, eingefuhrt und aus diesen 
herausgenommen werden konnen. Ein Fuhrungsmittel 54 
(Fig. 13) zum Eingriff mit der Kerbe 39 ist an dem all- 
gemein mit 55 bezeichneten Drehteil vorgesehen. Dadurch 
wird die richtige Auiirlchtunt'; dor I!a 3 Icpl a l.tc 38 in bcy.u/?; 
auf das Drehteil 54 sichergestellt . 



Die Fig. 13 und 14 zeigen ein System, bei dem die Er- 
35 findung eingesetzt werden kann , wobei gleiche Bezugs- 

zeichen verwandt werden, um gleiche Telle in den beiden 
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System uinf'aBt eine allecmein mit '10 bezeichnete Proben- 
zuf Uhreinheit , welche uber Leitungen 41 und 42 in Ver- 
bindung mit einem Analysegerat 43 steht, d.h. mit einem 
Gerat zum Messen von joninicrtem Kalzium und pH in Korper- 
riuidon (ein Gerat ICAI her-gestellt von Radiometer A/S, 
Kopenhagen), In fester Bcziehung zu dem Rahmen 46 der 
Pr^obcrr/.ut'iihrL: j nhc i t '10 i.:;t o Lnc a Jl/5cmein mit 56 be- 
zeichnete Sondenhaltestruktur befestigt. Die Sondenhalte- 
struktur 55 umfafit einen Sondenhaltearm 45, der mittels 
einer Eeder 4? befestigt ist. Eine Sonde 44 wird von dem 
Sondenhaltearm gehalten. Die Feder 47 ermoglicht eine 
gewisse Verschiebung des Sondenhaltearms 45 in alien 
Richtungen. In Fig. 14 befindet sich die Sonde 44 in der 
Ruhelagc- 

Tn der Ri nfiau^^s tol I un/^ wird die Sonde 'Ml gegen das tiber- 
dcickutui'it.cj 1 'IH do;; l'roboribt;f:her.'; 49 mittels einer magne- 
tischen Kraft gedruokt , die durch einen elektrischen Strom 
h<-r'vcjr*/cf'*i wird, wflflu-r* in f*inf!ni r»nl ono.i d tei3 5^ flielit 
In dcii- oJ'J'nuijg dur. Tc- i I m i.:it ein Ankei* !3Y vorgesehen , 

der mit einem Element 51 verbunden ist, welches wiederum- 
mit dem Sondenhaltearm 45 verbunden ist. Unter dem Ein- 
fluft des elektrischen Stromes wird der Anker 57 tiach unten 
bewegt , wobei die Bewegung des Ankers 51 zusammen mit der 
Wirkung der Feder zu einer Schwenkbewegung^ des Sondenhalte- 
armcs 45 fuhrt. Dadurch wird die Sondeneinrichtung 47 in 
die Einsaug5jte1 ] ung mittels einer ziemlich einfachen Kon- 
struktion gebracht. 

\)v.v Mctrirl) dcM- Pi'tihfiiy.u CiUitH; 1 n!u;.i t win! mittels einer 
Programmeinrichtung in dem Analysiergerat 43 gesteuert, 
wie z-B. durch einen Mikrorechner . 
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Die von dem System durchgef uhrten Arbeitsschritte werden 
unter besonderer Hervorhebung der uberfuhrung der Proben 
von den Probenbechern zu dem Afmlyaiergerat im folgcndon 
unter Bezugruihtno auT die Fig 13 und 1^1 bo:;chr i ebon . 

Eine Anzahl von zu analysierenden Proben wird in die 
Probenbecher eingebracht und die uberdeckungsteile werden 
befestigt. Die Probenbecher werden in einer Halteplatte 38 
angeordnet, welche in das mo torgetriebene Drehteil 55 
der Probenzuf uhreinheit 40 e.ingesetzt wird, wobei die 
Ausrichtung der Halteplatte durch die Kerbe 39 und die 
Fiihrungseinrichtung 54 vorbestimmt ist, wie es vorher- 
gehend angegeben wurde. Beim ISinschalten des Systems 
ruckt dan Dn^htoil vor, r.o dnP. dor Prohonhochcr 1 jij'dic 
Probenentnahmerito ! 1 ut\}^ nntorMia l b <l<:r rKuuhint i nr i <!hl.nni': H 'I 
gelangt. Anschlie&end wird die auf den .Sondcnhal tearm 
wirkende Magnetkraft her vorgeruf en und die Sondeneinrichtung 
44 wird in Beruhrung mit dem uberdeckungsteil 48 gebracht. 
Ein geringer Bruchteil der Probe (z.B. 50|il verglichen mit 
einem gesamten Probenvolumen von ungofahr ?50 \ilL) wird aus 
dem Probenbecher herausgesaugt. Anschlieliend wird die 
magnetische Wirkung unterbrochen , wodurch der Sondenhalte- 
arm 45 in seine Ausgangsstellung zuruckkehrt .Nun wird 
der kleine Bruchteil der Probe in dar, Analysiergerat cinge- 
zogen, um die EinlaRleitungon zu spulon.'Dic magnetische 
Kraft an dem Sondenhaltearm 45 wird wicder erregt und ein 
groBerer Teil der Probe v/ird angesaugt. Die Menge der 
angesaugten Probe wird raittols cines Probcnf uhlers ge- 
steuert, wie en in der danisohcn Patcntvororfen tlichung 
Nr. 229/80 offenbart ist. Der Probenfuhler ist in dem 
Einla&system an einer Stelle angeordnet, welche durch 
die Menge der in das AnalysiergerSt einzuf iihrenden Probe 
bestimmt wird. Zu dem Zeitpunkt, zu dem. das Fiihlersignal 
den Ubergang von Luft zur Probenf lussigkeit anzeigt , 
wird die magnetische Wirkung des Sondenhaltearmes erneut 
unterbrochen und der Arm kchrt in seine Au:5gang3s tel lung 
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•/.iirru'l:. I>«M* .-ni/v^'i'J^K*-^* l*rf>bt?r)ri nt.o i I wLrd nun in dcm Rin- 
iixio I o L i-ijiu^:j;iy ;jl.Ofn vorw/i rt:ibi'wa{^l; , b i:i dcr ProbcnTuhlcr 
das Vorhandensein von Luft anzeigt. Bei der hier be- 
schri eberien , besonderen Ausf uhrungsf orm befindet sich 
die Probe nun in einem Teil des Einlafileitungssystems , 
welches in Fig. 13 nieht dargestellt ist. Dieser Teil des 
Leitunfjssyrjtems ist in einem allgemein mit 53 bezeichneten 
Behalter fiir den Ausgleich der Probe mit COg-Gas unter- 
getaucht, welches in die Probe durch die Silikongummiwand 
der Leitung difundiert. Das so erhaltene Gleichgewicht 
ist von Bedcutung im Zuriararncnhang mit aerob behandelten 
Proben zum Bestimmen des ionisierten Kalziums, wobei in den 
rrobon oino pH- Vor.sohi ohun^^ nto ttgef unden habenkann, da 
c'iiit* :;()l<'iu» pll- ViM-:ii'li 1 i-litin/'; «I;im Kr'/':<-l)n i (bM- Knlzluiri- 
messung bccinf J ufAt . Das Gleichgewicht mit einem CO^-Gas 
(5,7% CO^ , Ausgleich mit atmospharischer Luft(v/v)) 
fuhrt zu einem pH-Wert von ungefShr 7,4 fiir die Probe, 
was der normale pH-Wert von Blut ist. Zu dem gleichen 
Zeitpunkt, zu dem die Probe mit CO^-Gas ausgeglichen wird, 
wird ein Spulprogramm in dem Analysegerat durchgef uhrt , 
wobei eine wassrige Spulf lussigkeit verwandt wird, die 
Natriumchloride und Kalziumchloride enthalt. Nach Beendigung 
dco Spu 1 pro/';rammo.': wird die nun ausgegli chene Probe durch 
Saugwlrkung in dai; AnaJysegerat durch den Teil des mit 
42 bezeichneten Einlalileitun^^ssystems eingebracht. Nach 
Becndigun^^ don Ana ly:>ic:rvorganges werdcn die Me^ergebnisse 
ausgedruckt, woraufhin das Drehteil 55 weitergedreht wird, 
so dal2> der Probenbecher Nr. 2 in die Probenentnahmestellung 
unterhalb dcr Sondeneinrichtung 44 gelangt. Nun wird ein 
vollstandiger Analysevorgang erneut durchgef iihrt , der 
nri t dcun An;;nui';fMi einos kleinen Probenbruchteils beginnt- 

Es sollte schliefilich noch darauf hingewiesen werden, 
daft dann, wenn sich das Drehteil in der letzten Stellung 
mit dem AbTallbcchcr unterhalb der Sondeneinrichtung 44 



befindet, ein Spulvorgang der EinlaBleitungen automatisch 
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^ dufchgefuhrt wind, wobei Spiilf lussigkeit von dem Analyse- 
gerat 43 durch das EinlaRlei tungssystem (11, 42 und die 
in dem Ausgl elchsbohnl V.cr unt-nrKCtauo.hLcn To Lie ) und 
durch die liinrichtunr. 'I'l ym <U.r.. Abfal I buohor Hc purnpt wirrt 
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